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Vorwort
Der Text des Schriftstückes 60B(CO)134, wie ausgearbeitet vom Unterkomitee 60B; Video recording, des Technischen Komi¬
tees der lEC Nr 60: Recording, wurde im August 1991 der lEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen.

Das Referenzdokument wurde von CENELEC am 6. Juli 1993 als EN 61106 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

-�spätestes Datum der Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm�(dop): 1994-07-01

—�spätestes Datum für die Zurückziehung entgegenstehender nationaler Normen (dow): 1994-07-01

Anhänge, die als "normativ" bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. In dieser Norm sind Anhänge A, B, C, D, E, F, G, H, J,

K, L, M, N, P, Q, R, S,T, U und ZA normativ.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm lEC 1106: 1993 wurde von CENELEC als Europäische Norm ohne irgendeine Abänderung

genehmigt.
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Einführung

Zwei Systeme von Videoplatten sind durch die im Abschnitt 2 erwähnten lEC-Publikationen abgedeckt. Um diese zwei Typen

der Videoplatten abzuspielen, ist es notwendig, eine optische Wiedergabevorrichtung für das optische System zu benutzen

und eine kapazitive Wiedergabevorrichtung für das kapazitive System. Diese Videoplatten sind gekennzeichnet durch mecha¬

nische, elektrische und optische Eigenschaften, für welche die (entsprechenden) Prüfverfahren unbekannt sind.
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1�Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm stellt die unterschiedlichen typischen Eigenschaften für die in lEC 844, 845, 856 sowie lEC 857

beschriebenen Videoplatten zusammen und schlägt für jede ein Meßverfahren vor.

Manche dieser Eigenschaften kann man mit allgemein bekannten Verfahren, die in jedem Labor vorhanden sind, ermitteln,
während andere Eigenschaften einer besonderen Ausrüstung, die im Anhang beschrieben ist, bedürfen.

2�Normative Verweisungen
Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden Norm sind.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm gelten die angegebenen Ausgaben. Alle Normen unterliegen der Überarbei¬
tung, und Anwender dieser Norm werden gebeten, die jeweils neueste Ausgabe der im folgenden genannten Normen anzu¬
wenden. Mitglieder von lEC und ISO führen Verzeichnisse der gültigen Internationalen Normen.

lEC 844 : 1988 Pre-recorded capacitance grooveless videodisk system. 50 Hz/625 lines - PAL, on Type VHD.

lEC 845 : 1988 Pre-recorded capacitance grooveless videodisk system. 60 Hz/525 lines — NTSC, on Type VHD.

lEC 856 : 1986 Pre-recorded optical reflective videodisk system — "Laser-Vision" 50 Hz/625 lines — PAL.

lEC 857:1986 Pre-recorded optical reflective videodisk system — "Laser-Vision" 60 Hz/525 lines — M/NTSC.

3 Liste der Eigenschaften und deren Zuordnung

3.1�Mechanische Eigenschaften

3.1.1�Dicke der transparenten Schutzschicht

3.1.2�Dicke der Plattenflächen

3.1.3�Äußerer Radius der Platte

3.1.4�Durchmesser des Mittellochs

3.1.5�Konzentrizität der Platte, die aus zwei Einzelplatten zusammengesetzt ist

3.1.6�Innerer Durchmesser des Etiketts

3.1.7�Äußerer Durchmesser des Etiketts

3.1.8�Vi/inkelgeschwindigkeit

3.1.8.1�Winkelgeschwindigkeit der CAV*)-Platte

3.1.8.2�Lineare Geschwindigkeit der CLV **)-Platte

3.1.8.3�Winkelbeschleunigung der CLV-Platte

3.1.9�Masse der Platte

3.1.10�Maximale Unwucht

3.1.11�Anfangsradius der Einleitspuren

3.1.12�Anfangsradius der Programmfläche

3.1.13�Endradius der Programmfläche

3.1.14�Minimale Anzahl der Programmspuren

3.1.15�Länge der Auslaufspuren

3.1.16�Innerer Radius des Programmende-Signals

3.1.17�Spurabstand

3.1.18�Breite und Tiefe der Informationsspur

3.1.19�Breite und Tiefe der Pilotsignalspur

3.1.20�Vertikale Abweichung der Programmspuren während der Wiedergabe

3.1.20.1�Maximaler Abstand von der Bezugsfläche

3.1.20.2�Maximale vertikale Beschleunigung

3.1.20.3�Maximale vertikale Abweichung

3.1.20.4�Maximale Geschwindigkeit

3.1.21�Maximale Plattendeformation

3.1.22�Radiale Abweichung der Programmspuren während der Wiedergabe

3.1.22.1�Maximale Abweichung während einer Umdrehung

3.1.22.2�Maximale radiale Abweichung

3.1.22.3�Maximale radiale Beschleunigung

Klassifikation
(Anmerkung 2)^)

(3)

Zugehörig zu

LV,
(Anmerkung 1)'')
LV.VHD�(1)

LV,VHD�(1)

LV,VHD�(1)

LV�(1)

LV�(1)

LV�(1)

LV,VHD�(3)

LV�(3)

LV�(3)

LV�(1)

LV,VHD�(1)

LV,VHD�(1)

LV,VHD�(1)

LV.VHD�(1)

LV�(1)

LV�(1)

VHD�(1)

LV,VHD�(3)

VHD�(3)

VHD�(3)

LV.VHD�(3)

LV,VHD�(3)

LV,VHD�(3)

LV�(3)

LV,VHD�(1)

LV,VHD�(1)

LV.VHD�(3)

LV.VHD�(3)

LV.VHD�(3)

1) Nationale Fußnote: Anmerkungen siehe Seite 4

*) Konstante Winkelgeschwindigkeit
**) Konstante lineare Geschwindigkeit
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3.1.23�Tangentiale Abweichung der Programmspuren

3.1.23.1�Maximaler Zeitbasis-Fehler

3.1.23.2�Verschiebung zwischen zwei Nachbarspuren

3.1.24�Plattenhülle

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.9.1

3.3.9.2

3.3.10

3.4

3.4.1

3.4.1.

3.4.1.

3.4.1.

3.4.2

3.4.2.

3.4.2.

3.4.3

3.4.3.

3.4.3.

3.4.4

Eigenschaften des Plattenmaterials
Brechungsindex

Doppelbrechung der transparenten Platte

Reflexion

Widerstand der Oberfläche

Eigenschaften der Aufzeichnung
Ton-Hilfsträger Amplitude und EFM-Amplitude (Anmerkung 3)

Ton-Hilfsträgerfrequenzen, Kanäle I und II

Maximaler Hub der Ton-Hilfsträgerfrequenz

Videosignalnorm (Sichtprüfung), Farbsynchronsignal, VIRS (Anmerkung 3),
ITS (Anmerkung 3), Adressen-Signale

Maximaler Videopegel

Frequenz des Austastpegels

Frequenzhub des Hauptträgers

Pilotfrequenz

Preemphase bei Ton- und Video-Signal

Preemphase im Tonsignal

Preemphase im Videosignal

Korrektheit des Kodierformats der digitalen Daten

Betriebssignale
Radiales Signal

Radialer Modulationsindex

Radialer Reflexionsindex

Radiales Rauschverhältnis

Gegentakt Spurfolge - Signal

Größe

Rauschen

Tangential — Signal

Signalaussetzer

Störabstand

Hochfrequenz-Modulationsindex

Zugehörig zu

LV,VHD

LV.VHD

VHD

LV

LV

LV

VHD

LV.VHD

LV,VHD

LV,VHD

LV,VHD

LV,VHD

LV,VHD

LV,VHD

VHD

LV,VHD

LV,VHD

LV,VHD

LV

LV

LV

LV

LV

LV,VHD

LV

LV

Klassifikation
(Anmerkung 2)

(3)

(3)

(1)

(1)

(3)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

ANMERKUNG 1: LV

ANMERKUNG 2: (1)

(2)

(3)

ANMERKUNG 3: EFM

VIRS

ITS

Laser-Vision

Eigenschaften, die bei Anwendung üblicher Verfahren gemessen werden.

Eigenschaften, für die besondere Verfahren durch eine lEC Definition existieren.

Eigenschaften der Platten Technologie, die besonderer Beachtung bedürfen.

8 zu 14 Modulation.

Vertikales abschnittsweises Bezugssignal.

Internationales Prüfsignal.

4 Genormte atmosphärische Prüfbedingungen

Messungen und mechanische Prüfungen müssen bei jeder Kombination von Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck innerhalb

der nachfolgenden Grenzwerte, sofern nicht für bestimmte Eigenschaften durch lEC 844, 845, 856, 857 anders festgelegt, aus¬

geführt werden:

Umgebungstemperatur: 15°C bis 35 °C;

Relative Luftfeuchte: 45% bis 75%;

Luftdruck:�86 kPa bis 106 kPa

Zu prüfende Exemplare müssen vor der Prüfung für 24 Stunden den Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein.
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Tabelle 1: MeBverfahren

Eigenschaften LV VHD

3.1 Mechanische Eigenschaften

3.1.1 Dicl<e der transparenten Schutzschicht Anhang A -

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Dicl<e der Piattenflächen

Äußerer Radius der Platte

Durchmesser des Mittellochs

Eine Platte kann mit ausreichender Genauigkeit
mit üblichen MeBmitteln wie Meßuhr, Dicken¬
meßgerät, Taster oder Kalibrierstift vermessen
werden.

3.1.5 Konzentrizität der Platte, die aus zwei Einzelplatten
zusammengesetzt ist

3.1.6 Innerer Durchmesser des Etiketts

3.1.7 Äußerer Durchmesser des Etiketts

3.1.8 Winkelgeschwindigkeit

3.1.8.1 Winkelgeschwindigkeit der CAV-Platte Anhang B

3.1.8.2 Lineare Geschwindigkeit der CLV-Platte -

3.1.8.3 Winkelbeschleunigung der CLV-Platte Übliche Methode -

3.1.9

3.1.10

Masse der Platte

Maximale Unwucht

Die Platte muß auf einer Auswucht-Maschine
mit genormter Winkelgeschwindigkeit ver¬
messen werden.

3.1.11 Anfangsradius der Einleitspuren

3.1.12 Anfangsradius der Programmfläche Anhang C

3.1.13 Endradius der Programmfläche

3.1.14 Minimale Anzahl der Programmspuren

3.1.15 Länge der Auslaufspur

3.1.16 Innerer Radius des Programmende-Signals - Anhang C

3.1.17 Spurabstand Optisches Mikroskop
(Mittelwert des Spurabstandes wird gemessen.)

3.1.18

3.1.19

Breite und Tiefe der Informationsspur

Breite und Tiefe der Pilotsignalspur
- Anhang D

3.1.20 Vertikale Abweichung der Programmspuren
während der Wiedergabe

3.1.20.1 Maximaler Abstand von der Bezugsfläche

<N
d

cvj

CO

Maximale vertikale Beschleunigung Anhang F Anhang E

3.1.20.3 Maximale vertikale Abweichung

3.1.20.4 Maximale Geschwindigkeit -

3.1.21 Maximale Plattendeformation Mechanisches Prüfverfahren

3.1.22 Radiale Abweichung der Programmspuren
während der Wiedergabe

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (Fortsetzung)

Eigenschaften LV VHD

3.1.22.1 Maximale Abweichung während einer Umdrehung

3.1.22.2 Maximale radiale Abweichung Anhang H Anhang G

3.1.22.3 Maximale radiale Beschleunigung

3.1.23 Tangentiale Abweichung der Programmspureh Anhang K Anhang J

3.1.23.1

3.1.21.2

Maximaler Zeitbasis-Fehler

Verschiebung zwischen zwei Nachbarspuren

Eine besondere Prüfplatte ist für diese Messung
notwendig. Verwendung üblicher Platten in
Untersuchung.

3.1.24 Plattenhülle - Übliches Verfahren

3.2 Eigenschaften des Piattenmaterials

3.2.1 Brechungsindex Übliches Verfahren -

3.2.2 Doppelbrechung der transparenten Platte Anhang L -

3.2.3 Reflexion Übliches Verfahren -

3.2.4 Widerstand der Oberfläche - lEC 93

3.3 Eigenschaften der Aufzeichnung Optisches Mikroskop
(ermittle mittleren Spurabstand)

3.3.1 Ton-Hilfsträger-Amplitude und EFM-Amplitude Anhang M

3.3.2 Ton-Hilfsträgerfrequenzen, Kanäle I und II Anhang N

3.3.3 Maximaler Hub der Ton-Hilfsträgerfrequenzen Besondere Prüfplatte ist für diese
Messung notwendig.

3.3.4 Videosignalnorm (Sichtprüfung),
Farbsynchronsignal, VIRS, ITS,
Adressen-Signale

Prüfe die Lage jedes
Prüfsignals mit

Signalform-Monitor
-

3.3.5 Maximaler Videopegel Anhang P

3.3.6 Frequenz des Austastpegels Anhang Q

3.3.7 Frequenzhub des Hauptträgers Anhang R

3.3.8 Pilotfrequenz - In Untersuchung

3.3.9 Preemphase bei Ton- und Videosignal

3.3.9.1 Preemphase im Tonsignal Anhang S

3.3.9.2 Preemphase im Videosignal Anhang T In Untersuchung

3.3.10 Korrektheit des Kodierformats der digitalen Daten Digitale Daten können am Signalform-Monitor
oder Video-Monitor in der vertikalen Austast¬
lücke gemessen werden.

3.4 Betriebssignale

3.4.1 Radiales Signal

3.4.1.1 Radialer Modulationsindex

3.4.1.2 Radialer Reflexionsindex Anhang U -

3.4.1.3 Radiales Rauschverhältnis

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

Eigenschaften LV VHD

3.4.2�Gegentakt Spurfolge-Signal

3.4.2.1�Größe

3.4.2.2�Rauschen

3.4.3�Tangential-Signal

3.4.3.1�Signalaussetzer

3.4.3.2�Störabstand

3.4.4�Hochfrequenz-Modulationsindex

Anhang U -

Anhang U

Anhang A (normativ)

Dicke der transparenten Schutzschicht

A.1 Anwendung
Dieses IVIeßverfahren muß angewendet werden.

Eigenschaft Anzuwenden bei

3.1.1 Dicke der transparenten Schutzschicht LV -

A.2 MeBvorrichtung
Mil<rosi<op.

A.3 Meßvorgang
Der Unterschied zwischen den Stellungen (a) und (b) des Mikroskopobjektivs (sieh Bild A.1) ist x.

(a)�Das Mikroskop ist auf die Informationsschicht fokusiert.

(b)�Das Mikroskop ist auf die Oberfläche der transparenten Schicht fokusiert.

Der Brechungsindex des Plattenmaterials ist n.

Bild A.1: Meßverfahren
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